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Banc-test de production des FEC

Qu’est-ce qui doit étre testé ?

FEC

FEC
Carte sous test

J

FEM N°P02
validée

TDCM prototype

DAQ
Programme
d’acquisition

1.

Relire le numéro de série ID, le voltage, le
courant et la température fournis par le chip
DS2438 de la FEC

Ecrire et relire au moins un registre de « slow
control » de chaque chip AFTER

Faire un run de piédestaux et vérifier la valeur
RMS de chaque canal par rapport a une
fourchette d’acceptance

Tester les commandes de 'ADC, configurer un
pattern de test, acquérir des données et les
vérifier

Programmer le générateur d’'impulsions de la
carte a une amplitude donnée et enregistrer au
moins un événement d’un canal pulsé sur
chaque chip AFTER.



Schéma de base du testeur de FEC
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Mecanique du testeur de FEC

Partie inférieure :
1. Alim électrique AC 230: CiT
300 W Micro Atx Power Supply
e 5V 16A
e 12V 14A
2. Prototype TDCM

Partie supérieure :
1. Interrupteurs de mise sous tension :
e 5V FEM
e 12V TDCM
2. FEM N°P02 avec radiateur et
ventillateur




Testeur de FEC — vue du dessus

Les 2 emplacements sur la FEM peuvent étre utilisés pour le test

Avant tout test, faire un cycle de mise en tension TDCM + FEM

Chague emplacement est équipé de 4 espaceurs métalliques pour l'alignement des FEC
Orientation des FEC -> vérifier le logo LPNHE sur la carte FEC

Etiquette

FEC slot #1 adresse IP
TDCM

FEC slot #0

Interrupteurs de
mise sous tension

I Connecteurs Hirose I

Logo LPNHE Logo LPNHE
surla FECici sur la FEC ici
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Testeur de FEC — branchement de la FEC

Eteindre (= OFF) I'alimentation électrique TDCM et FEM

Positionner la carte FEC avec les 8 connecteurs Hirose latéraux orientés vers le haut
Aligner les 4 trous aux coins de la FEC avec les 4 plots métalliques

Le logo LPNHE doit étre en bas

Presser délicatement sur le milieu de la carte FEC pour assurer une

. . 4 plots en métal
bonne connexion du connecteur Hirose central avec la carte FEM P

alignés avec les 4
trous aux coins
de la FEC

Presser
délicatement
avec des gants
antistatiques

de la FEC ici

Le logo LPNHE de la FEC doit étre
aligné avec I'étiquette du bas




Testeur de FEC — connexion au PC

L'adresse IP du PC doit étre celle du réseau privé 192.168.0.XXX
L'adresse IP de la TDCM est statique : 192.168.0.44
3. Connecter la TDCM a l'ordinateur avec le cable Ethernet

i

Le connecteur éthernet de
la TDCM est situé pres de la
prise USB — s’aider de
I’étiquette « Ethernet »

4. Vérifier que les 2 interrupteurs de mise sous tension soient bien en position OFF
Brancher le cable d’alimention secteur AC 230V

i

Vue de coté du testeur de FEC
Alimentation électrique CiT

6. Mettre sous tension la TDCM - interrupteur sur ON
7. Vérifier la connexion Ethernet - commande : ping 192.168.0.44
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Testeur de FEC — mise en place de I'environnement

Créer un dossier pour les tests
e Son adresse doit étre assez courte, par ex.
D:\tmp\test2
Télécharger ces 3 fichiers: St e Weome f| souced St paeces Vindows
e bootstrap.cmd - -
* source.zip
e startenv.cmd
Lancer la commande bootstrap.cmd
Le script va
e Décompresser l'archive zip
e Télécharger python et toutes ses dépendances
e Créer un environnement virtuel
Quand c’est fini, appuyer sur n’importe quelle touche

R =

hon fem_connection.py

Le logiciel est prét ! feset. TOCH/FeN pover o
Cliquer sur startenv.cmd pour ouvrir python venv /V :
Lancer la commande python fem_connection.py pour
vérifier le testeur

Windows peut demander des permissions... : cliquer yes

. Lancer la commande python fec_test.py pour effectuer

le test de la FEC



Testeur de FEC — vérifier la connexion a la FEM

1. Mettre sur ON les interrupteurs d’alimentation
des TDCM et FEM

2. Lancer la commande startenv.cmd -> la fenétre

de lighe de commande venv va s‘ouvrir
3. Lancer le script python fem_connection.py

4. Sila connexion est établie, on doit obtenir la
sortie suivante

5. Sl n’y a pas de connexion Ethernet (ex : TDCM
n’est pas sous tension ...)

No ethernet connectlon...

TOCM connection failed! No ehernet connection?

e 4

6. Sila FEM n’est pas sous tension ou s’il y a un
probleme de communication (fibre optique)

Les 2 interrupteurs doivent étre dans la

position ON

Sending command: be
Response: B Tdem(1)
Sending command: fe
Response: 8 Tdcm(1)
Sending command: fe
Response: 8 Tdem(1)
Sending command: fe
Response: 0 Tdcm(1)
Sending command: fe
Response: @ Tdcm(1)
Sending command: fe
Response: B Tdem(1)
Connectlon closed.

Vérifier que les LEDs sont allumées

@ monl S

Serial: BECOEERERERAEEEEE

@ monl T 2

Fem(®8) FEM_T: 26.219 degC
@ moni V 2

Fem(®8@) FEM_Vdd: 2.4%8 V

@ monl A 2

Fem(8@) FEM_Vad: 4.766 V

@ moni I 2

Fem(®8@) FEM_I: 1.714 A

@ monl S 2

Fem(®8) FEM_Serial: 5800080824d742a26

FEM coldstart succeed!

Sending command: fe @ moni T 2
Response: -1 Tdem(1) Fem(B8): FeI2C_SelectTargetBus failed: -1
Sending command: fe @ moni V 2
Response: -1 Tdem(1l) Fem(®8): FeI2C_SelectTargetBus failed: -1
Sending command: fe @ moni A 2
Response: -1 Tdcm(1) Fem(®8): FeI2C_SelectTargetBus failed: -1
Sending command: fe @ moni I 2
Response: -1 Tdcm(1) Fem(B8): FeI2C_SelectTargetBus failed: -1
Sending command: fe @ moni S 2
Response: -1 Tdcm(1) Fem(®8): FeI2C_SelectTargetBus failed: -1

Connection closed.

Rkk *kkk

FEM coldstart failed!

*kkk

FEM problem... Please power cycle and start again...




Testeur de FEC — lancer le test FEC

Mettre OFF les alimentations électriques des Les 2 interrupteurs doivent étre dans la
TDCM et FEM position OFF

2. Lancerl ri rtenv.cm L .
ancer le script startenv.cmd , Vérifier que les LEDs sont éteintes
3. Python venv, dans le dossier source, va démarrer
4. Taper: python fec_test.py —— e e
5. Entrer les informations suivantes: :"'-'feﬁwi”: ettings\json_fectest_settings.txt
ter slot { ):
e Numéro du slot FEM (0 ou 1) utilisé Enter tester name: Andrzej
) , Enter fec label: 883
hd Nom de |Operateur-testeur Reset TDCM/FEM power and press Enter to start...

e  Numéro de série de |la FEC
6. Mettre ON les alimentations électriques des TDCM

Les 2 interrupteurs doivent étre dans la

et FEM <
7. Le test prend environ 3 minutes et produit de p(?s.lt.lon ON ’
multiples lignes... Vérifier que les LEDs sont allumées

8. Quand le test est fini, on doit obtenir le message
suivant:

Generating FECTEST pdf report...
Generating summary. ..

1. Mettre OFF les alimentations électriques des
TDCM et FEM
2. \Vérifier le rapport de test dans le dossier out



Testeur de FEC — liste des tests

# Program created: 2020_18 21-15-@8-47
Commands sent: 9

1. Le script de contrdle vérifie la communication de base
FEM-FEC avec le chip DS2438 : No de série (ID) du chip
électronique, tensions, courant, température.

2. Registres de Slow control — le script vérifie les opérations
de lecture et d’écriture dans les registres de configuration
des chips AFTER

3. Runde piédestaux — le script charge le parametrage des
chips AFTER et lit les piédestaux avant et apres égalisation
e Parametrage des chips AFTER :
gain 120, shaping 100ns

4. Patterns de test de 'ADC (AD9637) :
e |e script effectue les opérations d’écriture dans les
registres de configuration de ’ADC de chaque FEC,
e Différents patterns de test sont chargés vers les 8
canaux de I’ADC. Une prise de données est lancée,
e  Les waveforms sont collectées pour vérifier les
patterns pour chaque canal.
5. Test du générateur d’impulsion
e Le script fixe 'amplitude de I'impulsion a une valeur
donnée (DAC 483),
e Letest est effectué sur un canal de chaque chip
AFTER (DAQ channel 12),
e 5 waveforms sont collectées pour chaque chip AFTER
e Le script vérifie si 'amplitude du signal enregistré est
correcte

REA3  AGND  CBB SDIDV SCLW  ClWe CLA-
[ e

Configuration

8 cmd: fe fec_enable 1 Reg(1) <- @x4eeee
1 cmd: fe @ moni T @ FEC_T: 28.344 degC
2 cmd: fe @ moni V @ FEC_Vdd: 3.27@ V
3 cmd: fe @ pulser @ model T2K2 pulser DAC <- 3 (T2K2)
4 cmd: fe @ pulser @ base @x3FFF Pulser_Base <- @x3fff
5 cmd: fe B pulser 8 load Reg(1) <- Bx@ GEN_GO pulsed
& cmd: fe @ moni A @ FEC Vad: 1.948 V
7 cmd: fe @ moni I @ FEC_I: 1.418 A
8 cmd: fe @ moni S @ FEC_Serial: 3c0800824dalb926
AD3J0bS5/
ADC channel #0 P#1 (Midscale short 2048)
8 ADC channel #1 P#2 (+Full-scale short 4095)
c ADC channel #2 P#4 (Checkerboard 1365 to 2730 toggle)
= ADC channel #3 P#7 (One/zero-word toggle)
s ADC channel #4 P#1 (Midscale short 2048)
© ADC channel #5 P#2 (+Full-scale short 4095)
© ADC channel #6 P#4 (Checkerboard 1365 to 2730 toggle)
ADC channel #7 P#7 (One/zero-word toggle)

3500

3000 -

2500 4

2000 -

1500 1

1000 4

Card 0 chip 7 channel 12 count 5




Testeur de FEC — sortie du script

1.
dossier out

Tous les résultats sont sauvegardés dans le

Graphiques des piédestaux

Mean for: cent_pedestal, card 0, chip 14
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Fichier de rapport PDF au nom suivant
fectest_report_fec_ XXX_YYY ou:
e XXXestle N°de série de la FEC
*  YYY est la date+heure du test

Mean amplitude
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oy wn
= =]

o
=
o
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Dossier avec le méme nom contenant :
*  Fichiers txt avec les commandes envoyées et recues
pour les 5 runs de tests
*  Fichiers d'images dans le sous-dossier data
* Graphiques des piédestaux pour chaque AFTER
(moyenne + RMS)
* Graphiques des tests de patterns pour 'ADC
e Graphiques des tests du générateur d’impulsion
calibrée

Graphiques des impulsions calibrées

Waveform data: Card 0 chip 8 channel 12 count 5 Waveform data: Card 0 chip 12 channel 12 count 5
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Graphiques des patterns de test

Waveform data: Card 0 chip 8 channel 3 count 1

Waveform data: Card 0 chip 9 channel 3 count 1
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] 100 200 300 400 500 @
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Sample number
Waveform data: Card 0 chip 10 channel 3 count 1 Wavaform data: Card 0 chip 11 channel 2.count 1
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Testeur de FEC — rapport pdf

Le rapport PDF se compose des pages suivantes

1. Page de résumé avec les résultats de 5 tests

1. Valeurs de monitoring

2. Registres de slow control
3. Run de piédestaux

4. Patterns de test de 'ADC

Fec test report:
Date: 2020-10-29 12:11:16
Tester name: Andrzej

Test#1 Monitoring values

Test#2 Slow control registers:

Test#3 Pedestal run:
Mean in range (245.0:255.0), rms < 8.0 (fpn 4.0)

0 FEC label 002 OK

1 FEC DC2438 ID bb0000024db31626 OK

2 FEC_T (to 35°C) 31.031 OK

3 FEC_Vdd (3.2V to 3.4V) 3.290 OK

4 FEC_I(1.1A 10 1.5A) 1177 OK

5 FEC_Vad (1.9V to 2.0V) 1.950 OK
Passed
Passed

5. Test du générateur d’'impulsion

0 After chip #0 Mean OK STDDEV OK OK
1 After chip #1 Mean OK STDDEV OK OK
2. Pages 2-5 : tableaux avec les commandes 2 [Neraon Woan oK STODEV oK o
, 3 After chip #3 Mean OK STDDEV OK oK
envoyées et regues pour chaque test: +[mercnps [uemnox STODEV O o
[Monitoring - 5 After chfp #5 Mean OK STDDEV OK OK
o Command — Rospones 6 After chip #6 Mean OK STDDEV OK OK
0 fe fec_enable 1 0 0 Tdem(1) Fem(00) Reg(1) <- 0x40000 7 After chip #7 Mean OK STDDEV OK OK
1 fe O moni T O Q 0 Tdcm(1) Fem(00) FEC_T: 24 312 degC

2 Te 0 moni V 0 0 0 Tdcm(1) Fem(00) FEC_Vdd: 3.270 V Test#4 AD9637 test patterns
e 0 (o T Fomio s DAC < 310 0 [AOGchomer#0___[p#1 (isont o 2080 Wz ok
g ;g g ;“C';?;\(’O‘Oﬁd 8 g EEEH? Egg gg; Eggc(j\)/; 0{%%5\5‘-% pulsed 1 ADC channel #1 P#2 (+Full-scale short 4095) MAX 4095 MIN 4095 oK
7 Te 0 moni 10 0 0 Tdcm(1) Fem(00) FEC_I1.426 A 2 ADC channel #2 P#4 (Checkerboard 1365 to 2730 toggle)| MAX 2730 MIN 1365 OK
8 fe Omoni S0 Q0 0 Tdcm(1) Fem(00) FEC_Serial: 3c0000024da1b926 3 ADC channel #3 P#7 (Onelzero-word toggle) MAX 4095 MIN 0 OK
4 ADC channel #4 P#1 (Midscale short 2048) MAX 2048 MIN 2048 oK
5 ADC channel #5 P#2 (+Full-scale short 4095) MAX 4095 MIN 4095 OK
6 ADC channel #6 P#4 (Checkerboard 1365 to 2730 toggle)| MAX 2730 MIN 1365 OK
3. Page 6 . tableau des plédesta ux ava nt 7 ADC channel #7 P#7 (Onelzero-word toggle) MAX 4095 MIN 0 OK

, . . ., Test#5 Pulser run

ega I |Sat| on d es p|ed esta uXx 0 After chip #0 DAC: 483 G(120) ADC(2980 to 3200)  [ADC AMPL: 3006 oK
1 After chip #1 DAC: 483 G(120) ADC(2980 to 3200)  |ADC AMPL: 3095 OK
iy Page 7 - ta blea u des piédesta ux a prés 2 After chip #2 DAC: 483 G(120) ADC(2980 to 3200) | ADC AMPL: 2094 oK
3 After chip #3 DAC: 483 G(120) ADC(2980 to 3200)  [ADC AMPL: 3066 oK
éga | isatio n d es piéd esta ux 4 After chip #4 DAC: 483 G(120) ADC(2980 to 3200) ADC AMPL: 3004 OK
5 After chip #5 DAC: 483 G(120) ADC(2980 to 3200)  [ADC AMPL: 3025 OK
6 After chip #6 DAC: 483 G(120) ADC(2980 to 3200)  [ADC AMPL: 3148 OK
7 After chip #7 DAC: 483 G(120) ADC(2980 to 3200)  [ADC AMPL: 3017 oK

FEC test final result:




Testeur de FEC - ra
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Testeur de FEC — parametres du fichier json

Au départ Fec_test.py charge les parametres
depuis le fichier json fectest settings.txt

localisé en suivant le chemin :
<test_folder>\source\settings

Le fichier JSON consiste en plusieurs champs qui
sont utilisés par le programme de test, par ex:

e Gain=120

e Temps de mise en forme = 100ns

e Taux de déclenchement

e Gamme du déclenchement

e Durée des piédestaux en secondes :

ped_sleep

e Parametres du générateur d’impulsion :
pulser_ampl, pulser_delay...

e Parametres des patterns de test

Le champ c_vals fixe la valeur
des limites qui sont testées
qguand le rapport est généré:

tester name: A

label: @82 )

"c_vals": {
"temperature”: 35,
"FEC_Vdd_low":3.2,
"FEC_Vdd_high":3.4,
"FEC_I low™: 1.1,
"FEC_I_high": 1.5,
"FEC_Vad_low": 1.9,
"FEC Vad high": 2.8,
"max_ped": 255,
"min_ped": 245,
"max_std": 8,
"max_std fpn": 4,
“fpn_channels™: [15, 28, 53, 6&],
"reset_channels™: [8, 1, 2],
"pulser_ampl_h": 3288,
"pulser _ampl 1": 2858

Test#1 Monitoring values \Passed

0 FEC label 003 OK
1 FEC DC2438 ID 3c0000024da1b926 OK
2 FEC_T (to 35°C) 24.312 OK
3 FEC_Vdd (3.2V to 3.4V) 3.270 OK
4 FEC_I (1.2A to 1.5A) 1.426 OK
5 FEC_Vad (1.9V to 2.0V) 1.950 OK




Testeur de FEC — exemple de rapport pour un test
gui a échoueée

Valeur max de RMS fixée a 4.8

Pedestal after centermean.

CHIP 0O CHIP 1 CHIP 2 CHIP 3 1 [CHIFZ CHIF 5 [CHIF &
CH _g_ﬂm =1 CH [M "(F}D CH |M . gBD CH [M STD. H | _g_-{ M STD &’ZME}D '(F}D i
. .| r T A | .|
Fec test report: (3201118 = | [T Z[TT5 | [Tr_[207 ] - T [2508[07 -
_% 0.7 N T 2107 | [Zr | 0080 | [Zn _§__ Pl | 2T %5 7 X
Date: 2020-10-29 11:55:31 = ;; % E %i S CARER ,z %E,% jé -
. i X N ’ EEN a7043 | [& TE0645 | (B a7 |5 [24044
Tester name: Andrzej T3l - 75 m.‘%}f'— 7 Tz 75| [7 (25123
B A9 q B 4 E X B A4 L 2200 4
e PRI - T {70427 | [T ] [T [Z508[2 730
Test#1 Monitoring values _ 10 _5% g 5 10 3 |[M0_[2508[47 |1 _zégg ig 10 %ggf ] "?_ 10 _;2% 4 3
0 FEC label 002 0K il - i 5[44 11 X -
(12250 2 3 [ EX:S (12| 7] 12 510} 17 251 3| 4° 2 A0
1 FEC DC2438 ID bb000D024dh31626 OK ZT% ] ? .3 2 .g NN P Tm Tg: ; TJ_M %. L3 | SEE ':_'%. :
2 FEC_T (o 35°C) 32 406 OK (15T [250 N4 37| [ (157 [2456[1.7 | (157 [240.6[16 | (167 | 157 [250.1[ 14
: - - — 5 [2513]22 6 [251.0]42 16 [250.145 | [16_]250.0[2- 50412 5 (24924
3 FEC_Vdd (3.2V lo 3.4V) 3.200 OK bLcr i ki ; HEY] A 230 X v 512 20.6[42
2475[41 5 g 513 4.4 ] LES 18| 2496/4 118 NIE
4 FEC_I (1.1A 10 1.54) 1179 OK FEE40 ] 19 ] T 0 i L 3 | R 0 3 ML
5  |FEC_Vad(1.9Vto20V) 1.950 oK j%é é 5 %; jg i £ [ 20 ] (550 g e %% . FimmEC 35
. I |2 . L ] 27 144 2 240914 22 12 2[4
Test#2 Slow control registers: Passed AR P L 1505 R 5172 b 2 EE N [P P WL
Testé3 Ped | "E Zs 240 % 5 K 24 51 2 <E§ ¥ 41 T‘é?? 2 A0
esths Pedestal PR g A e e B e e
] [2495[4. [245.8[ 4 2 [ 250.
Mean in range (245.0.255.0), ms < 4.8 {lpn 4.0) 27 1.6[3.9 Z 49,874 27 |2496[4] 27 |2 27 27 :51. 5 : 248546 27 | 250.14
0] 1.6 24051 28T | 24581 pi5i 281 | 2% 281 | 25041 281 | 249718 BT 50
0 Alter chip #0 Mean OK STDDEV OK OK E\k S TE0EA0 | (29| 2A50[40 28 {5 TE0E(Z3 | (25 | Z50.0145 51712
- N (30750 5028825 | [0 (30 U [249422 | [0 250647 | [30_|2495/d
1 After chip #1 Mean OK STDDEV OK OK Lm il L %l_%gg Z Eill T 12 _'%_%gg N T E 73 1™ W
) After chip #2 Mean OK STDDFV OK 0K R RIERE X UK ES I 2 EREEE ﬁ .
3 |Aferchip#3 Mean OK STODEV OK oK i bR SN | B : % LA L _;-35:%7 I o L _‘; LU
- 248 14T 56| 5| 36 36 PECRIES 2971 ]
4 After chip #4 Mean OK ) T% T 1 ;% T—%. ] = '!7_% - T—% Tm’
o 38 S[40 | [3 kL) kI EX L) 38 (38 [249.8[4. kI 7 38 [2504(4
5 Alter chip #5 Mean OK STDDEV OK OK T ) RN e 1) e EEERE I 3 [enez 11 128 3 120,
51.6] 3.9 40 2504141 0 34T 40 40 0 406|147 10 2514 51.1]4.
9 Aler chip #5 Mean OK O 1 e R O 2 R I 5 A 2] = o SRR 30
After chip &7 Mean OK F_ Ao ain EEE b ey A5 1IN G T Ei) Ee L 2404840 L Ea L 2 XS
. Std Dev for: cent_pedestal, card 0, chip 4 [42 2494140 |4 A4 (45 12495[39
Testi#d ADIG3T test patterns — = = ol | BEAY O ® Sl
0 ADC channel 40 P#1 (Midscale short 2048) MAX 2048 MIN 2048 OK @ T BN FLCE R ‘% 74 %‘;_ ZEEE.
1 ADC channel #1 P#2 (+Full-scale short 4095) MAX 4095 MIN 4095 OK _Tr: 0 73—% 0| @817 % 2 2
2 ADC channel #2 P#4 (Checkerboard 1365 to 2730 toggle)| MAX 2730 MIN 1365 oK [50 ] 0 %ggﬁ ; O PR MR
3 ADC channel #3 P#T (One/zero-word toggle) MAX 4095 MIN 0 OK I * 57 %gij x e T 57 [omm A
4 ADC channel #4 P#1 (Midscale short 2048) MAX 2048 MIN 2048 OK, 5[ 2 % 249.5] 3. _5551 LT 54 L
55 249.7[ 4. 51.0]4 55 5[4
5 ADC channel #5 P#2 (+Full-scale shorl 4095) MAX 4095 MIMN 4095 OK 56| n £ [56  [Z50.7] 3. TE 45 414 56 714
[ ADG channel 46 Pi4 (Checkerboard 1365 to 2730 toggle)| MAX 2730 MIN 1365 OK -53—5: ° ) h reug 5 B ot
7 |ADG channel 47 PAT (Onefzero word toggle) MAX 4095 MIN 0 oK _Ersg: e B 17507 I8 E X
61 [ 61 250.7[4. B1 2489/4 61 250.9] 4
Test# Puiser un PEII ERET R E e
0 After chip #0 DAC: 483 G(120) ADC(2980 to 3200) | ADC AMPL: 3027 OK T T e .,
1 ‘After chip #1 DAC: 483 G(120) ADC(2980 fo 3200) | ADC AMPL- 3078 OK =1 I 0 5 N S 3
2 After chip #2 DAC: 483 G(120) ADC(2080 to 3200) | ADC AMPL- 2861 OK e R . ! i R DA S 7 i O LT
- 59 [ channel numbear 68 7993, (59 [2498/4. (B9 251641
3 Alter chip #3 DAC. 483 G(120) ADC(2980 to 3200)  |ADC AMPL. 3067 OK. o = :48 = = T i
4 Alter chip #4 DAC. 483 G(120) ADC(2980 o 3200) | ADC AMPL. 2097 OK 1. T AR P2 P . 7
5 Aller chip #5 DAC. 483 G(120) ADC(2980 o 3200) | ADG AMPL. 3048 OK e 3ig Sl 3ig %i 4'3 L= - 4fi b %:g" EN e L 7. LEMNELEILE
6 After chip #6 DAG: 483 G(120) ADG(2980 to 3200)  |ADC AMPL- 3147 OK (75 [2400[ 38 | [75_ 248843 0022 | [75_230. 7512202122 | (752302 (75 25004 75295,
- 76 |2a5a[41 ] [76_ | 2207140 [3453[40 | [76_ 248 (76 [Z508[4.1 ] [76_ 2504 75 245044 | [76 |24
7 After chip #7 DAC: 483 G(120) ADC(2980 to 3200)  |ADC AMPL: 3008 OK 77| 250842 77__|250.1]4.0 [(245.0[45 | [77 5] 4. 7T O[27 | [77__| 245, 7T | 248.6/4. [250.0/4
78 1249042 ] [78 12504140 | [76 | 249820 | [78 12409142 | [78 [251.214.1 ] [78 ]250. 78 12507146 ] (761250114




Testeur de FEC — transport

Le testeur de FEC doit étre transporté dans Les plots de plastique noir ne sont I3

la boite a outils en matiere plastique noire que pour le transport et doivent étre
retirés pour les tests

transport



/

Résume

* Le testeur de FEC —réalisé et envoyé au LPNHE le
22.10.2020

e Software — testé a Varsovie (WUT) et au LPNHE
e Quelques erreurs ont pu étre décelées et corrigées
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